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In an electrical connector for connecting electric terminals (4) of a component (3), especially a 
semiconductor component, to corresponding connecting leads (5), especially on a printed circuit board 
(2), there is a spring device (14) with electrically conductive through components (16) between the 
connecting leads (5) and the movable contacts (8). One end of these through components (16) is 
connected under pressure to the connecting leads (5) and the other to the contacts (8). The contacts (8) 
take the form of an end-pivoted pressure lever for the spring device (14). 
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(g) Eleictrische Verbindungselnrichtung 

(§) Baf etnar eiektrisohen Verbindungselnrichtung zum Ver- 
binden von elektrischen Anschlussen (4) eines Bauelementa 
(3), insbesondara Halblefter-BauelemGnta, wit entaprechen* 
den, insbesondera auf etnar Leitarplatte (2) angeordneten 
Anachlu&leitungan (6) fat zwiaehen den AnschluSleltungen 
(5) und dan bewegllehen Kontaicmuckan (8) eine Federain* 
rtehtung (14) mit elektrisch laitanden Durchgangsalamenten 
(16) vorgesehen. Diese Durchgangselementa (16) slnd an 
rhrem einen Ende mit den AnsohluSleltungen (5) und an 
Ihrem anderen Ende mIt den Kontaktstucken (8) In Druok- 
kontakt. Die KontaktstOcke (8) alnd als endsaitig drehgela- 
gerta Druckliebel fur die Federeinriohtung (14) auagebitdat 




1> 



Ul 

0 



1 

Beschreibung 



DE 196 18 717 CI 



Die Erfindung betrifft eine elektrische Verbindungs- 
einrichtung zum Verbinden von elektrischen Anschlus- 
sen eines Bauelementes, insbesondere Halbleiter-Bau- 
elements, mit entsprechenden, insbesondere auf einer 
Leiterplatte angeordneten AnschluBleitungen gemafi 
dem Oberbegriff des Patentansprudis 1. 

Elektrische Verbindungseumchtungen dieser Art 
werden insbesondere bei Maschinen zum Testen von 
Halbleiter-Bauelementen nut integrierten Schaltungen 
verwendet, um die Funktion dieser elektronischen Bau- 
elementeherstellerseitigzu uberprufen. Hierbei werden 
die elektrischen AnschlQsse des Bauelementes, bei- 



10 



eine elektrische Verbindungseinrichtung gemaS dem 
Oberbegriff des Patentanspnichs 1 zu schaffen» welche 
verbessene elektrische Eigenschaften aufweist. die 
KontaktienmgszuverUssigkeit erhSht und bei lingerer 
Lebensdauer hdhere Testfrequenzen bei dichterer Bau- 
weise der Kontaktstficke ermoglicht 

•Diese Aufgabe wird erfindungsgemlB durch die 
Merkmale des Anspruchs 1 geldst Vortelihafte Ausfflh- 
rungsformen der Erfindung sind in den weiteren An- 
sprfichen beschriebea 

Bei der erfindungsgemaBen Verbindungseinrichtung 
ist die Federeinrichtung zwischen den AnschluBleitun- 
gen und den bewegiichen Kontaktstilcken vorgesehen 
und weist elektrisch leitende Durchgangselemente auf, 



spielsweise die Pins eines IC-Chips, voUautoraatisch ts welche an ihrem emen Ende mit den AnschluBleitungen 



Qber die elektrische Verbindungseinrichtung mit einer 
mit der eigentlichen Testeinrichtung verbundenen Lei- 
terplatte kontaktiert (auch DUT*Board oder "Device 
under test board" genanntX 

Modeme Testmaschinen arbeiten mit einem I>urch- 20 
satz von 5000 Halbleiter-Bauelementen pro Stunde und 
mehr. Dies bedeutet, dafi die Positionierung und Kon- 
taktienmg der Rauelemente mit den entsprechenden 
AnschluBleitungen der DUT-Leiterplatte sehr rasch er 



und an ihrem anderen Ende mit den Kontaktstilcken in 
Druckkontakt sind. Weiterhin sind die KontaktstQcke 
als endseitig drehgelagerte Druckhebel fOr die Feder- 
einrichtung ausgebildet 

Aufgrund der erfindungsgemaBen Ausgestaltung tre- 
ten nicht mehr die Kontaktstucke selbst mit den ent- 
sprechenden AnschluBleitungen der DUT-Leiterplatte 
in Kontakt Vielmehr erfolgt die elektrische Verbindung 
Qber die elektrisch leitende Federeiiuichtung. d h. uber 



folgen muB. Femer mufl dieser Vorgang mit hdchster 25 die elektrisch leitenden und biegefahigen Durchgangs- 

Prizislon durcbgefuhrt werden* da Halbleiter-Bauele- eiemente, welche innerhalb der Federeinrichtung vor- 

mente bis zu m^eren 100 Pins aufweisen kdnneUp die gesehen and. Diese Federeinrichtung liegt auf den An* 

entsprechend klein ausgebildet sind und voneinander schluBleitungen der DUT*Leiterplatte auf, so dafi min- 

einen Abstand von nur beispielsweise 0,5 bis 1 mm h^- destens em elektrisch leitendes Durchgangselement mit 

ben. Zusltzlich muB der Aufbau der elektrischen Ver- 30 einer entsprechenden AnschluBleitung in Kontakt ist 



bindung innerhalb dieser kurzen Zeit auf absolut zuver- 
lassige Weise erfolgen, da andemfalls ein falsches Test- 
ergebnis endeit und das Baueiement als AusschuB de- 
klariert werden wflrde. 



Die Kontaktstflcke liegen an der gegenflberiiegenden 
Seite der Federeinrichtung auf dieser auf, und zwar der- 
art, daB ebenfails mindestens ein elektrisch leitendes 
Durchgangselement mit einem Kontaktstdck Verbin- 



Eine elektrische Verbindungseinrichtung gemaB dem 35 dung hat Werden die Kontaktstticke an ihrem freien 



Oberbegriff des Patentanspnichs 1 ist aus der US-PS 
5,069,629 bekannt Die elektrische Verbindung zwischen 
den Pins des zu testenden Bauelementes und den ent- 
sprechenden AnschluBleitungen der DUT-Leiterplatte 



Ende, das nach oben Qber das geschlitzte Aufnahmeteil 
hinausragt, durch das Aufsetzen der Pins des Halbleiter- 
Bauelements nach unten gedrOck^ schwenkt das Kon- 
taktstOck an diesem Ende um seine endseitige Schwenk- 



erfolgt dort mittels S-fdrmiger KontaktstQcke, die an 40 achse h^imi nach unten, wobei die Federeinrichtung an 



betden Enden an dOnnen, zueinander parallel verlaufen* 
den Halteb3ndem aufgehangt sind Mindestens eines 
dieser HaltebSUider ist Uerbei als elastomeres, fedem> 
des Teil ausgebildet Werden die Enden der Pins des zu 



dieser SteDe zusammengedrOckt wird und das dort an- 
geordnete elektrisch leitende Dim:hgangselement fest 
sowohl auf die danmterliegende Ansc^uBleitung als 
auch an das Kontaktstuck gedruckt wird Hierdurch 



prufenden Halbleiter-Bauelementes auf die uber die 45 wird eine sichere elektrische Verbindung geschaffen. 



Oberseite des Aufnahmeteils hinaus ragenden Enden 
der KontaktstQcke gedrQckt, konnen sich diese daher 
fedemd innerhalb der Schlitze des Aufnahmeteils nach 
unten bewegen, bis das tmtere Ende der Kontaktstflcke 
auf den entsprechenden AnschluBleitungen der DUT- 
Leiterplatte aufliegt und hierdurch die elektrische Ver« 
bindung hergestellt ist 

Nachteilig ist bei dieser bekannten Ausfuhnmg je- 
doch, daB Kontaktstilcke erforderlicfa sind, deren An* 
preBkraft durch die BaugrdBe beschrdnkt ist und die 
dadurch die Lingsinduktivitit, die Gegeninduktivit&t 
(Obersprechung) und die Kopplungskapazitit in uner- 
wOnschter Weise erhdhen. Weiterhin kdnnen die Kon- 
taktstQcke nur etnen relativ geringen Hub ausfuhren. 



Die Kontaktstucke konnen aufgrund einer derartigen 
Ausgestaltimg sehr klein und relativ kurz ausgebildet 
werden, so daB die LSngsinduktivitSt, Kopplungsinduk- 
tivitfit und die Kopplungskapazitat verringert werden 
50 kCnnen. Dies fOhrt gleichzeitig dazu, daB auch bei sehr 
dichter Bauweise die mdgiiche Taktfrequenz bedeutend 
erhdht werden kann, beispielsweise bis zu 5 GHz. Wei- 
terhin wird ein definierter WeUenwiderstand geschaf- 
fen. 

55 Ein weiterer wesentlicher Vorteil besteht darin, daB 
die KontaktstQcke. nicht mehr auf den AnschluBleitim- 
gen der DUT-Leiterplatte reiben, sondem lediglich ein 
statischer Druckkontakt rait der Federeinrichtung vor- 
handen ist Femer kann die Montage der Kontaktstficke 



Die elastomeren B&nder haben nur eine geringe Le* eo auf sehr einfache Weise durchgefOhrt werden und 

bensdauer und bringen eine schwierige Montage mit schadhafte KontaktstQcke kdnnen ggf. auch einzeinaus- 

sich. Weiterhin hat sich gezeigt, daB die Relativbewe- getauschtwerdea 

gung der KontaktstQcke auf den entsprechenden An- Ein weiterer Vorteil besteht darin. daB die Federwir- 

schluBleitungen, d h. auf den elektrisch leitenden Kon- kung weitgehend unabhangig von der Anordnung der 

taktfiachen der DUT-Leiterplatte, zu einem vorzeitigen as Durchgangselemente verSndert werden kann, indem 

VerschleiB und einer frOhen Zerstdrung der AnschluB- beispielsweise die Breite der Federeinrichtung nur zu 

leitungen f Ohrt einer Seite hin verandert wird 

Der Erfmdung liegt von daher die Aufgabe zugnmde; Vorteilhafterweise besteht die Federeinrichtung aus 
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einem Silikonstreifen, m welchem eine Vielzahl von in eine vorgeschriebene Relativlage bezuglich der elek- 
elektrisch leitenden Durchgangselementen in einer Rei- trischen Verbindungseinrichtung 1 gebracht werdea 
he und in einem vorbestimmten Abstand zueinander Auf der Oberseite der DUT-Leiterplatte 2 sind An- 
eingebettet sind. Das Silikon erf uUt hierbei sowohi die schiuBleitungen 5 vorgesehen, die aus einer Vielzahl ne- 
HaJie- als auch Isolierfunktion fxir die elektrisch leiten- 5 beneinander in einer Reihe angeordneten ebenen Lei- 
den Durchgangselemente, terbahnen bestehen. Diese AnschluBleitungen 5, die in 

Eine einfache Zuordnung eines Kontaktstucks zu ei- bekannter Weise voneinander isoliert sind, stehen in 

ner bestimmten AnschluBleitung laBt sich durch eine nicht naher dargesteUter Weise mit einer ebenfalls nicht 

AusfQhrungsform erzielen, bei welcher sich die Durch- dargestellten Testmaschine zum OberprQfen der elek- 
gangselemente senkrecht durch den Kunststoffstreifen 10 trischen Eigenschaften des Halbleiter-Bauelementes 3 

hindurch erstreckea in elektrischer Verbindung. 

GemSB einer vorteilhaften Ausfuhrungsforra weisen Die elektrische Verbmdungseinrichtung 1 besteht im 

die Kontaktstiicke einen Lagerschenkei auf, der zumin- wesentiichen aus einem plattenfdrmigen Aufnahmeteil 

dest im wesentiichen nach oben, d h. zu der dem Bauele- 6, in welchem eine Vielzahl von durchgehenden. vertika- 

raentzugewandtenOberflacheder Verbindungseinrich- 15 len Schlitzen 7 vorgesehen sind Die Scfalitze 7 weisen 

tung hin. von einer Abdeckplatte abgedeckt ist, die am alle die gleiche GraBe auf und sind in dem in Fig. 1 

geschlitzten Aufnahmeteil idsbar befestigt ist und als gezeigten Ausschnitt in einer Reihe parallel nebenein- 

oberes Anschlagteil und Lagerteil f Or die Lagerschenkei ander angeordnet Die Schlitze 7 dienen zur bewegli- 

dient Beispielsweise kann die Abdeckplatte an ihrer chen Aufnahme und Fuhrung von elektrisch leitenden 

Unterseite mit einer im Querschnitt kreisbogenformi- 20 Kontaktstiicken 8 und halten diese in einem gegenseiti- 

gen Nut versehen sein, in welcher die konvexen Kreis- gen seitlichen Abstand, welcher dem Abstand der Pins 4 

bogenabschnitte der Kontaktstik:ke gleitgelagert sind entspricht Weiterhin sind die Schlitze 7 derart angeord- 

Anstelle einer derartigen Nut kann jedoch auch ein ent- net, daB sie sich dann, wenn das Aufnahmeteil 6 auf der 

sprechender Rundwulst vorgesehen sein, wobei In die- Leiterplatte 2 aufgesetzt ist. oberhalb der AnschluBlei- 

sem Fall die KontaktstOcke entsprechend geformte, 25 tungen 5 befinden, wobei jeweils ein Schlitz 7 mit einer 

konkave Kreisbogenabschnitte am Lagerende aufwei- AnschluBleitimg 5 ausgerichtet ist Die Lange der Schlit- 

sen, die sich an dem Rundwulst abstutzen. Der Vorteil ze 7 ist so bemessen, daB sie skh in ihrer Langsrichtung 

einer derartigen Abdeckplatte liegt insbesondere in der uber das vordere und iiintere Ende der AnschluBleitun- 

einfachen Montage der Kontaktstucke, da diese bei ent- ' genShinauserstreckea 

fernter Abdeckplatte frei von oben in die entsprechen- 30 Die Schlitze 7 und damit die in diese Schlitze 7 einge- 

den Schlitze des Aufnahmeteiis eingesetzt werden kon- setzten Kontaktstucke 8 werden nach oben hin teilweise 

nen und anschlieBend lediglich noch die Abdeckplatte von einer Abdeckplatte 9 abgedeckt Diese Abdeckplat- 

aufgesetzt und festgescAraubt werden muB. Da in der te 9 ist in eine entsprechende, an der Oberseite des 

Abdeckplatte die Drehlagerung fur die Kontaktstucke Aufnahmeteiis 6 vorgesehene Vertiefung 10 eingesetzt 

vorgesehen ist, kSnnen weiterhin durch Verwenden ver- 35 so daB die Oberseite der Abdeckplatte 9 mit der ubrigen 

schiedener Abdeckplatten auf sehr einfache Weise auch Oberseite des Aufnahmeteiis 6 in einer Ebene liegt Die 

verschiedene KontaktstOcke bei identischen Qbrigen Abdeckplatte 9 und damit die Vertiefung 10 erstreckt 

BauteUen verwendet werden, so daB die Verbindungs- sich in Langsrichtung der Schlitee 7 von auBen Qber 

einrichtunguniverselleinsetzbarist etwas mehr als die Halfte der Lange der Schlitze 7, 

Die Erfmdung wtrd nachfolgend anhand der Zeich- 40 wahrend der verbleibende, nicht von der Abdeckplatte 9 

nungenbeispielshaft naher eriiutert In diesenzeigen: abgedeckte Teil der Schlitze 7 nach oben und unten 

Fig. 1 eine perspektivische, teilweise aufgebrochene offen ist Die Abdeckplatte 9 wird mittels Schraubcn It 

Teilansicht einer ersten Ausfuhrungsform der erfin- mit emem spater noch naher bescfariebenen Klemm- 

dungsgemSBen Verbindungseinrichtung, stuck 12 verschraubt, welches sich unterhalb der Ab- 

Fig. 2 einen Langsschnitt durch die Verbindimgsein- 45 deckplatte 9 an der Unterseite des Aufnahmeteiis 6 be- 

richtung von Fig. 1 langs der Hauptebene eines Kon- fmdet 

taktstucks in nicht gedruckter Stellung, An der Unterseite des Aufnahmeteiis 6 ist un Bereich 

Fig. 3 einen Lingsschnitt entsprechend Fig. 2, wobei oberhalb der AnschluBleitungen 5 eine Aussparung 13 

das KontaktstQdc in niedergedrQckter Stellung gezeigt vorgesehen, die quer aber alle Schlitze 7 verliuft In 

ist 50 diese Aussparung 13 ist eine Federeinrichtung in Form 

Fig. 4 eine perspekthdsche DaisteUung des Kontakt- eines Silikonstreifens 14 eingesetzt, der in den Flg« 6 und 

stocks der Fig. 1 bis 3 in Alleinstellung, 7 n§her dargestellt ist Der Silikonstreifen 14 besteht aus 

Fig. 5 eme AusfOhrungsvariante des KontaktstQcks einem fedemden, im Querschnitt rcchtwinkeligen Sili- 

von Fig. 4, konkorper 1 5, in welchem erne Vielzahl durchgehender, 

Fig. 6 eine perspektivische, verkOrzte Darstellung der 55 elektrisch leitender Durchgangselemente 16 eingebettet 

Federeinrichtung von Fig. 1, sind. Die Durchgangselemente 16 bestehen aus f einen 

Fig. 7 einen Langsschnitt durch die Federeinrichtung Drihten, die parallel zueinander langs des Silikonkor- 

von Fig. 6, und pers in einer Reihe und in sehr geringem Abstand zuein- 

Fig. 8 eine perspektivische Darstellung einer zweiten ander angeordnet sind Die Durchgangselemente 16 ste- 

Ausfuhnmgsform der erfindungsgemaBen Verbin- so hen an der Ober- und Unterseite des Silikonkdrpers 15 

dungseinrichtung. geringfOgig Qber, d h. die Unge der Durchgangsele- 

Aus Fig. 1 ist ein Ausschnitt einer elektrischen Ver- mente 16 ist geringfUgig grdBer als die HOhe des Sili- 

bindungseinrichtung 1 in der Form eines Kontaktsok- konkdrpers 15. Der Silikonkdrper 15 dient emerseits zur 

kels ersichtlich. der auf eine DUT-Leiterplatte 2 aufge- Halterung und andererseits zur gegenseitigen Isolation 

setzt ist Oberhalb der elektrischen Verbindungseinrich- ^5 der Durchgangselemente 16. Femer ist der Abstand 

tung 1 Ist ein kleiner Teil eines Halbleiter-Bauelementes zwischen den Durchgangselementen 16 derart bemes- 

3 mit elektrischen Anschlflssen in Form von Pins 4 er- sen, daB dann, wenn der Silikonstreifen 14 auf die An- 

sichtlich, die zum Testen des Halbleiter-Bauelementes 3 schiuBleitungen 5 aufgelegt wird, mindestens ein elek- 
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trisch leiteades Durchgangselement 16 notit je einer An- 
schluBIeitung 5 in Kontakt ist 

Der Silikonstreifen 14 liegt nach einer Seite an einer 
entsprechenden Seitenwand der Aussparung 13 an und 
wird von seiner gegenuberliegenden Seite her vom 
Klemmstuck 12 gegen diese Seitenwand gedriickt Das 
Klemmstiick 12 liegt in einer Aussparung 17, die sich 
ebenfalls an der Unterseite des AufnahmeteUs 6 befin- 
det, sich seitlich an die Aussparung 13 anschlieBt und 
parallel zu dieser verlSuft 

Das KlenunstQck 12 dtent einersdts zur Fixierung des 
Silikonstreifens 14 in der Aussparung 13 und anderer> 
seits zur Obertragung der Kontaktierungskrifte der 
KontaktstQcke 8 auf das geschiitzte Aufnahmeteil 6w 
Dies erfolgt dadurch, da6 das Klemmstflck 12 mit der 
Abdeckplatte 9 Qber die Scbrauben 11 verbunden ist» 
wobei zwischen diesen Teilen ein horizontaler Ab- 
schnitt 18 des geschlitzten Aufnahmeteils 6 einge- 
klenunt wird Werden die Kontaktstiicke 8^ wie sp&ter 
noch nSiher erllutert wird, durch die Pins 4 des zu te- 
stenden Halbieiter-Bauelementes 3 nach unten ge* 
druckt» entsteht im Lagerbereich der Kontaktstucke 8 
eine nach oben gerichtete Kraft, wek:he die Abdeckplat- 
te 9 nach oben vom Aufnahmeteil 6 abzuheben ver- 
sucht Diese nach oben gerichtete Kraft wird fiber die 
Schrauben 11 auf das Klemmstuck 12 und von dieser auf 
den horizoatalen Abschnitt 18 des geschlitzten Aufnah- 
meteils 6 Obertragen. 

Altemativ hierzu ist es auch mdglicfa. das Klenun- 
stQck 12 wegzuiassen und die Abdec^latte 9 direkt mit 
dem Aufnahmeteil 6 oder mit der DUT-Leiterplatte 2 zu 
verschrauben. Das KlemmstQck 12 bietet jedodi eine 
einfache Fixiermoglichkeit fur den Silikonstreifen 14 
und enndglicht es weiterhin, verschieden brcite Silikon- 
streifen 14 zu verwenden, wobei in diesem Fail ledigilch 
Klemrastucke 12 verschiedener Breite verwendet wer- 
den mussert 

Wie aus den Fig. 1 bis 4 ersichtlich, bestehen die Kon- 
taktstucke 8 aus dunnen ebenen Plittchen mit im we- 
sentiichen L-formiger Gestalt Die Kontaktstucke 8 wei- 
sen einen im wesentlichen geraden, etwas lingeren La- 
gerschenkel 19 und einen etwas kflrzeren, nach oben 
vorstehenden Schexikel 20 auf. Der Schenkd 20 beflndet 
sich im montierten Zustand der KontaktstQcke 8 im 
dturchgehenden, nicht von der Abdeckplatte 9 abge- 
deckten Teil der Schlitze 7 und steht nach oben fiber die 
Oberfl&che des Aufnahmeteils 6 hinaus, so daB die 4 
auf den oberen Randbereich des Schenkels 20 aufge- 
setzt werden und diesen um einen vorbestimmten 5e- 
trag niederdrficken k6nnen. Der Lagerschenkel 19 weist 
am gegenfiberiiegenden Ende des Kontaktstficks 8 ei- 
nen Endabschnitt 21 mit einer kreisbogenformigen Au- 
Oenkontur auf, wobei der Durchmesser des Endab- 
schnittes 21 grOSer als die Hdhe des Qbrigen Lager- 
schenkels 19 ist Der Endabschnitt 21 steht somit nach 
oben fiber den fibrigen Lagerschenkel 19 hinaus. Dieser 
kreisbogenfdrmige Endabschnitt 21 dient zur Drehlage- 
rung der KontaktstQcke 8 innerhalb der Schlitze 7. 

Wie aus den Fig. 1 bis 3 ersichtllch, sind die Kontakt- 
stQcke 8 derart innerhalb der Schlitze 7 eingesetzt, dafi 
sie sich quer Qber den Silikonstreifen 14 erstrecken. wo- 
bei der mittlere Bereicb des Lagerschenkels 19 mit sei- 
ner Unterseite auf dem Silikonstreifen 14 aufliegt. Die 
Breite der KontaktstQcke 8 ist so bemessen, daB minde- 
stens ein elektrisch leitendes Durchgangselement 16 mit 
der Unterseite des Lagerschenkels 19 in Kontakt ist 
Der Silikonstreifen 14 ist das einzige Bauteil, mit dem 
die KontaktstQcke 8 nach unten abgestQtzt werden. 



Weiterhin ist jedes Kontaktstuck, wie bereits ausge- 
ffihrt, im Bereich des kreisbogenfdnnigen Endabschnit- 
tes 21 iimerhaJb des Aufnahmeteils 6 schwenkgelagert 
Hierzu iiegen die KontaktstQcke 8 mit diesem Endab- 
5 schnitt 21 in einer Nut 22 mit entsprechendera kreisbo- 
genfdrmigen Querschnitt, welcher an der Unterseite der 
Abdeckplatte 9 vorgesehen ist Weiterhin werden die 
KontaktstQcke in dem in Fig. 2 gezeigten Zustand, in 
welchem die KontaktstQcke 8 nicht nach unten ge- 
10 sdiwenkt sind, nach oben im Bereich des Lagerschen- 
kels 19 von der Unterseite. der Abdeckplatte 9 abge- 
stQtzt und in der in Fig. 2 gezeigten horizontalen Stel- 
lung gehaJten, da der Silikonstreifen 14 den Lagerschen- 
kel 19 rait Vorspannung gegen die Abdeckplatte 9 
15 drQckt 

Werden die Pins 4 des Halbieiter-Bauelementes 3 auf 
die dazugeh6rigen KontaktstQcke 8 auf gesetzt schwen- 
ken, wie aus Fig. 3 ersichtlkfa, die KontaktstQcke 8 um 
ihren kreisbogenf&nnigen Endabschnitt 21 nach unten, 
20 wobd der Sillkonstretfen 14 zusammengedrQckt wird. 
Hierbei werden die elektrisch leitenden Ehirchgangsele- 
mente 16 verst^rkt nach unten auf die AnschluBleitun- 
gen 5 und nach oben gegen die KontaktstQcke 8 ge- 
preBt so daB eine sichere elektrische Verbindung zwi- 
25 schen dem KontaktstQck 8 und der AnschluBleitung 5 
gescha^en wird. Die Kontaktstucke 8 wirken somit als 
einseitig gelagerte Schwenk- und DruckhebeL Die bei 
dieser Schwenkbewegung im Bereich der Nut 22 auftre- 
tende, nach oben gerichtete Kraft wird, wie bereits aus- 
30 gefuhrt, Qber die Schrauben 11 und das Klemmstuck 12 
auf das geschiitzte Aufnahmeteil 6 Qbertragen. Um die 
Schwenkbewegung der KontaktstQcke 8 mcht zu behin- 
dem, ist das Klemmstuck 12 etwas niedriger als der 
Silikonstreifen 14 ausgebildet 
35 In Fig. 5 ist eine alternative AusfQhrungsform eines 
Kontaktstficks 81 ersichtlich. Der wesentlkhe Unter- 
schied dieses Kontaktstficks 8* zu dem in den Fig. 1 bis 4 
gezeigten Kontaktstfick 8 liegt darin, daB der die 
Sdiwenklagerung bewirkende Endabschnitt des Lager- 
40 schenkels 19 nicht konvex gekrfimmt ist, sondem einen 
konkaven Kreisbogenaussdmitt 23, d. h. eine Ausspa- 
rung mit einer konkav gekrOnmiten OberfULdhe auf- 
weist Diese KontaktstQcke 8' kdnnen bei einer nicht 
gezeigten alteniativen Ausfuhnmgsform einer eiektri- 
45 schen Verbindungseinrichtung eingesetzt werden, bei 
welcher auf der Unterseite der Abdeckplatte 9 keine 
Nut 22, sondem statt dessen ein vorstehender Wulst mit 
entsprechend kreisbogenfdrmiger AuBenfl^cfae vorge- 
sehen ist Das KontaktstQck 8' bietet gegenQber dem 
so KontaktstQck 8 den Vorteil einer kleineren Flache, wo- 
durch die LingsinduktivitUt, Kopplungsinduktivitat und 
Kopplungskapazitit welter verringert werden kaiut 

Bd der in Fig. 8 dargestellten Ausfuhningsvariante 
der erfindungsgemaBen Verbindungseinrichtung er- 
55 streckt sich das Aufnahmeteil 6' nach derjenigen Seite 
hin, die in F!g. 8 hinten liegt. ledigilch bis zum Ende der 
Schlitze 7, wahrend der dahinterliegende Bereich ober- 
halb der DUT-Leiterplatte 2 freiliegt Dies hat den Vor- 
teil, daB eventuell vorhandener Schmutz nach hinten aus 
60 den Schlitzen 7 leicht hinaus fallen kann, der anderwei- 
tig die Lek:htg§iigigkeit der KontaktstQcke 8 innerhalb 
der Schlitze 7 beeintrachtigen kdnnte. Im Qbrigen ist 
diese Verbindungseinrichtung in gieicher Weise wie die- 
jenige vonFig. 1 aufgebaut 
65 In den Fig. 1 und 8 ist ledigiidi ein Teil einer Reihe 
von Sdilitzen 7 und KontaktstQcken 8 gezeigt Es ist 
jedoch ohne weiteres mdglich, nicht nur eine derartige 
Reihe in der erfindungsgemiBen elektrischen Verbin- 
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dungseinrichtung vorzusehen, sondern auch mehrere 
Reihen, wobei diese entsprechend der Anordnung der 
Fins 4 des zu testenden Halbleiter-Bauelementes 3 an- 
geordnet sind. Beispielsweise ist es mdglich, vier derarti- 
ge, ein geschlossenes Rechteck bildende Reihen vorzu- 5 
sehen, wobei jeder Pin 4 mit einera entsprechenden 
fContaktstuck 8, 8' kontaktiert werden kann. 

Patentanspruche 

10 

1. Elektrische Verbindungseinrichtimg zura Verbin- 
den von elektrischen AnschlOssen (4) eines Bauele- 
meats, insbesondere Haibleiter-Bauelements (3X 
mit entsprechenden, insbesondere auf einer Leiter- 
platte (2) angeordneten AnschluBleitungen (5X mit 15 
einem zwischen den elektrischen AnschlOssen (4) 
des Bauelements (3) und den AnschluBleitungen (5) 
vorgesehenen Aufnahmeteil (6, 60 fur KontaktsttUc* 
ke (8, 80, das mit Schlitzen (7) versehen ist, inner- 
halb welcher die KontaktstUcke (8, 8') beweglich 20 
gefuhrt sind. wobei die Kontaktstucke (S, 8') mittels 
einer Federeinrichtung (14) abgestOtzt und durch 
Druckkontakt mit den elektrischen AnschlOssen (4) 
des Bauelementes (3) in etne eine elektrische Ver- 
bindung zu den AnschluBleitungen (5) schaffende 25 
Kontaktstellung bringbar sind, dadnrch gekenn- 
zeichnet, daB die Federeinrichtung (14) zmschen 
den AnschluBleitungen (5) und den beweglichen 
Kontaktstucken (8, 8') vorgesehen ist und elektrisch 
leitende Durchgangselemente (16) aufweist, welche 30 
an ihrem einen Ende mit den AnschluBleitungen (5) 
und an ihrem anderen Ende mit den KontaktstiUc- 
ken (8, 8') in Druckkontakt sind, und dafi die Kon- 
taktstOcke (8, 8') als endseitig drehgelagerte Druck- 
hebel fflr die Federeinriditung (14) ausgebildet 35 
sind 

2- Verbindungseinrichtung nach Anspruch 1, da- 
durch gekeonzeichnet, daB die Federeinrichtung 
(14) aus einem isolierenden Kunststoffstreifen, ins* 
besondere SiJikonstreifen besteht, in welchem eine 40 
Vielzahl von elektrisch leitenden Durchgangsele- 
menten (16) in einer Reihe und in einem vorbe- 
stimmten Abstand zueinander eingebettet sind 

3. Verbindungseinrichtung nach Anspruch 2, da- 
durch gekennzeicfanet, daB sich die Durdigangsele- 45 
mente (16) senkrecbt durch die Federeinrichtimg 
(14) hindurch erstreckea 

4. Verbindungseinrichtung nach einem der vorher- 
gehenden Ansprilche, dadurdi gekennzeichnet, daB 
sich die Kontaktstflcke (8, 8') quer zur Ldngsachse 50 
der Federeinrichtung (14) erstrecken und um eine 
Schwenkachse schwenkbar sind, die parallel zur 
Langsachse der Federeinriditung (14) liegt 

5. Verbindungseinrichtung nach einem der vorher- 
gehendenAnspriiche,dadurchgekennzeichnet,daB 55 
die Drehlagerung der Kontaktstucke (8; 8') mittels 
eines endseitigen konvexen oder konkaven Kreis- 
bogenabschnitts erfolgt 

6. Verbindungseinrichtung nach einem der vorher- 
gehenden AnspriichcdadurchgekennzeichnetdaB eo 
die Kontaktstucke (8, 8') einen Lagerschenkel (19) 
aufweisen, der zumindest im wesentlichen nach 
oben, d h. zu der dem Bauelement (3) zugewandten 
Oberflache der Verbindungseinrichtung (1) hin, von 
einer Abdeckplatte (9) abgedeckt ist, die am ge- 65 
schlitzten Aufnahmeteil (6, 6') I5sbar befestigbar ist 
und als oberes Anschlagteil und Lagerteil fiir die 
Lagerschenkel (19) dient 
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7. Verbindungseinrichtung nach Anspruch 6. da- 
durch gekennzeichnet, daB die Abdeckplatte (9) an 
ihrer Untersette mit einer im Querschnitt kreisbo- 
genfdrmigen Nut (22) versehen ist, n welcher die 
konvexen Kreisbogenabschnitte der Kontaktstiik- 
ke (8) gleitgelagert sind 

8. Verbindungseinrichtung nach Anspruch 6. da- 
durch gekennzeichnet, daB die Abdeckplatte (9) an 
ihrer Unterseite mit einem im Querschnitt eine 
kreisbogenfdrmige AuBenkontur aufweisenden 
Wulst versehen ist, an dem die konkaven Kreisbo- 
genausschnitte (23) der Kontaktstucke (8^ gleitge- 
lagert sind 

9. Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprii- 
che 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Kon- 
taktstucke (8, 8') mittels der Federeinrichtung (14) 
gegen die Unterseite der Abdeclqiiatte (9) vorge- 
spanntsind 
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